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太陽電池モジュールの発電性能低下を引き起こす電圧誘起劣化(potential induced degradation: 

PID)現象は、高温多湿下に設置されたメガソーラーにおいて多発し、太陽電池モジュールのカバ

ーガラス中もしくは、セル表面に汚染物質として存在する Naが原因の一つとされている。しかし

ながら、Naの移動過程など PID 発生メカニズムの詳細は明らかになっていない。太陽電池モジュ

ールの長寿命化を目指した PID 抑止技術の開発のためには、発生メカニズムの解明が必要不可欠

である。本研究では Na の移動過程に注目し[1]、セル表面における Naの分布評価を行った。 

本研究では疑似モジュール構造としてセル表面にカバーガラスおよび封止材(ethylene vinyl 

acetate: EVA)をラミネートした試料を用いた(図 1)。PID 加速試験は、Al法(-1000/-2000 V、85C)

を用いた[2]。試料の評価には、走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分散型 X 線分析(EDX)およ

び X 線光電子分光(XPS)法を用いた。XPS を用いた評価

では、加速電圧 4 kVの Arイオンエッチングを用いて深

さ分析を行った。 

図 2は-2000 V において PID 加速試験を行ったセル表

面のフィンガー電極およびその周辺における Na 組成比

の PID 加速試験時間依存性である。PID 加速試験時間が

長くなるに従い、フィンガー電極上において Na 組成比

が増加した。また、窒化膜上においては、24 hの加速試

験後に僅かながら Na が検出された。これは、電界の集

中により主に電極周辺へ Naが移動したと考えられる。 
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Figure 1: Schematic diagram of PID test. 
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Figure 2: Na distributions around finger 

electrode of solar cell as a function of PID 

test duration. 
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